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Motivacion

El analisis de un patrén de difraccion de rayos X se complementa
con el método de Rietveld usando el programa de FullProf.
Normalmente se reporta el refinamiento del patrén de difraccion
de rayos X graficamente acompaiiado de una tabla con los
parametros de celda unitaria y parametros de refinamiento. Este analisis se puede enriquecer al considerar
los efectos microestructurales (tamafio promedio de la cristalita y microdeformaciones) muy pocas veces
reportados usando FullProf. Por lo que en este curso ofrecemos completar el analisis de refinamiento para
oxidos en la escala nanométrica en combinacioén con el andlisis obtenido por microscopia electronica de
transmision.

Martes

Sesion 1, 40 minutos

Programa de Fullprof !, programa WinPlot

Refinamiento de los pardmetros de celda unitaria y posiciones atomicas a través de un patron de difraccion
por rayos X por el método de Rietveld?. En esta etapa se considera una funcion de tipo pseudo-Voigt. Se
presenta como ejemplo, el patron de difraccién es de una muestra de BagoCag1TigoZro 103 (BCZT)
preparada por el método de Pechini.

Sesion 2, 40 minutos
Estrategias de refinamiento® Parametros de refinamiento a reportar. Respuesta a preguntas.

Miércoles

Sesion 3 80 minutos

Refinamiento de un patrén de difraccion de rayos X considerando una funciéon Thomson-Cox-Hasting
pseudo-Voigt*. Parametro microestructural (tamafio promedio aparente de la cristalita). Tratamiento de los
efectos de tamafo anisotropico. Método de armodnicos esféricos.

Programa GFourier’. Se presentaran algunos ejemplos tomados de diferentes tipos de materiales (ZnO, CuO
y BCZT) en diferentes condiciones de sintesis.

Jueves

Sesion 4 80 minutos

Se continua con el refinamiento de los ejemplos propuestos en la sesidon anterior (ZnO, CuO y BCZT).
Respuesta a preguntas.

Viernes

Sesion 6 80 minutos

Método de Williamson and Hall®. Conteos de particulas a través del anélisis de las micrografias obtenidas
por microscopia electronica de transmision usando Image J'.
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